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Pracownicy Nanores Lab to zespot inzynierow
i naukowcow z réznych dziedzin nauki,
ktéremu mozna powierzyc ustugi badawcze,
tworzgc przetomowe rozwigzania lub
szukajgc odpowiedzi na nurtujgce pytania.

drinz Aneta Zieba,
Head of Laboratory
Technical Development

JesteSmy nowoczesnym, niezaleznym
laboratorium badawczo - rozwojowym,
nastawionym na Swiadczenie najwyzszej
jakosci ustug oraz podniesienie standardéw
wspotpracy $wiata nauki i biznesu.
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20 doktoratow najnowoczesniejsze indywidualne
wdrozeniowych laboratorium nanotechnologiczne podejscie do warunkéw wspétpracy
- — X >
szybko$¢ realizacji najwyzsza jakos¢

badan nawet od 24h wykonywanych analiz
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APLIKAGJE - CO BADAMY

| PRODUKUJEMY?

BADANIA WEASCIWOSCI | STRUKTURY MATERIALOW

Weryfikacje podstawowych wtasciwosci materiatow i ich struktury realizujemy
zaréwno z wykorzystaniem podstawowych technik laboratoryjnych takich jak
badania metalograficzne i pomiary twardosci, jak i z wykorzystaniem
zaawansowanym metod obrazowania takich jak skaningowa i transmisyjna
mikroskopia elektronowa (SEM, TEM) czy mikroskopia sit atomowych (AFM).

Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) to doskonata technologia,
pozwalajaca na zobrazowanie powierzchni prébki w skali mikro- i
nanometrycznej, osiggajac powiekszenia do nawet 1 000 000 razy i uwidaczniajac
jej topografie lub strukture. Dzieki wykorzystaniu szeregu specjalistycznych
detektoréw obserwacje dostarczajg kompleksowy zestaw informacji, np. rozktad
zawartosci pierwiastkow uzyskany dzieki mikroanalizie sktadu chemicznego
EDS/EDX. Ponadto wykorzystane do badarn mikroskopy zbudowane sg w
konfiguracji mikroskopu dwuwigzkowego, co umozliwia miedzy innymi
wykonywanie lokalnych i precyzyjnych przekrojéw do kilkuset um w zaleznosci od
materiatu przez badane elementy, uwidaczniajac ich wewnetrzng mikrostrukture.

BADANIA CIENKICH WARSTW

Powtoki specjalistyczne odnajduja zastosowanie w wielu branzach, co
przektada sie na ich szerokie spektrum ztozonosci i postaci. Wspdlna
krytyczna cecha powtok stanowi ich grubos¢ oraz sktad chemiczny,
ktére czesto muszg spetniac rygorystyczne wymagania producentéw.
Parametry te przektadajg sie bezposrednio na jakosc i niezawodnos¢
wytwarzanych elementéw. W przypadku powtok specjalistycznych
wykonywanych z metali szlachetnych i pétszlachetnych ich
grubos$¢ musi by¢ Scisle kontrolowana w okreslonych
przedziatach. Oferowany przez Nanores Lab pomiar grubosci powtok
pozwala na precyzyjne okreslenie grubosci powtoki w okreslonym
przez klienta miejscu. Wysokorozdzielczy tryb obrazowania pozwala
na pomiar wielowarstwowych powtok od 10 nm grubosci.
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BADANIA BATERII LITOWO-JONOWYCH

W pordwnaniu z innymi dostepnymi na rynku technologiami akumulatoréw,
baterie litowo-jonowe sg wysoce wydajnymi urzadzeniami do przechowywania
energii, ktorych rynek stale rosnie. Bezpieczniejsze, mocniejsze, i bardziej
ekonomiczne baterie sg obecnie wyzwaniem rozwojowym przysztosci. Nanores
Lab oferuje szereg narzedzi do identyfikacji i analizy wad, usterek i awarii.
Dzieki  potaczeniu technik analitycznych takich jak tomografia
mikrokomputerowa (microCT), skaningowa i transmisyjna mikroskopia
elektronowa (SEM i TEM) oraz technologii skupionej wigzki jonéw (FIB)
naukowcy, inzynierowie i technolodzy moga uzyskaé cenne informacje
strukturalne i chemiczne, ktérych potrzebuja do ulepszania swoich procesow.

BADANIA POtPRZEWODNIKOW

Przemyst potprzewodnikowy stale rozwija sie, a najnowoczesniejsze
urzadzenia potprzewodnikowe sg nie tylko coraz mniejsze od swoich
prekursoréw, ale rowniez bardziej ztozone. Z tego powodu wymagaja
one bardziej wyrafinowanych narzedzi potrzebnych do rozwoju,
prototypowania, identyfikacji i kontroli defektéw lub wykonywania
precyzyjnych i wysokorozdzielczych obserwacji mikroskopowych.
Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), w potaczeniu ze
skupiong wiazkg jondw (FIB), jest idealng technika oferujaca
mozliwosci analityczne o wysokim poziomie precyz;ji.

KONTROLA JAKOSCI

Wraz z rosnaca ztozonoscig produktéw i stawianych im
wymaganiom, szybka, dogtebna i wieloczynnikowa
kontrola jakosci jest niezbedna do sterowania procesem.
Dzieki kompleksowo wyposazonemu laboratorium oraz
kadrze specjalistow z tatwoscia mozna identyfikowac i
rozwigzywaé ztozone problemy zwigzane z analiza
uszkodzen oraz okre$lania ich pierwotnych powodow
powstania.

mag Dcur  HV
80 000 x 0.20 nA 2.00 kV 5.18 ym




AL nanores
~ lab

ANALIZA DEFEKTOW

Nawet mate defekty moga mied znaczacy wptyw na bezpieczenstwo

i funkcjonowanie ostatecznego produktu. Najmniejsze pekniecie lub
zanieczyszczenie moze nie tylko obnizy¢ jakos¢ i trwatos¢ produktu, ale
takze spowodowal katastrofalne awarie. Przeprowadzenie badan
metalograficznych oraz pomiaréw twardosci stanowi czesto pierwszy
krok pozwalajacy na wskazanie przyczyn powstania uszkodzenia.
Niektore aplikacje i przypadki awarii wymagaja wykorzystanie technik
mikroskopii elektronowej. SEM zapewnia powiekszenie i gtebie ostrosci
wymagane do doktadnej analizy usterek i identyfikacji awarii.
Dostarczajg réwniez wielu informacji umozliwiajacych doktadna
charakterystyke uszkodzen iidentyfikacje ich pierwotnej przyczyny.

PROTOTYPOWANIE

Wykorzystujgc nasz specjalistyczny sprzet, jak i wiedze
oraz doswiadczenie jesteSmy w stanie zaoferowaé
rowniez ustugi prototypowania struktur z dziedzin: mikro
i nanoelektroniki (NEMS, MEMS), automatyki (mikro- i
nanofluidyka), optyki (krysztaty fotoniczne, mikro- i
nanosoczewki) oraz wielu innych.

PRODUKCJA MIKRO
| NANOKOMPONENTOW

Wytwarzanie komponentéw w mikro- i nano-skali jest
przedmiotem coraz wiekszego zainteresowania na catym s$wiecie,
zaréwno w srodowisku akademickim, jak i w przemysle. Elementy
te wymagaja wysokiej precyzji, powtarzalnosci i doktadnej
kontroli jakoSci juz na etapie produkcji. Korzystajac ze sprzetu
wysokiej klasy, metod i doswiadczenia naszych specjalistow
mamy mozliwos$¢ produkcji precyzyjnych elementéw dla branz
takich jak: elektronika i fotonika, optyka, automatyka oraz innych.
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METODY
BADAWCZE

Badania powierzchni (SEM)
Badania przekroju (SEM/Xe-PFIB/Ga-FIB)
Analiza sktadu pierwiastkowego EDS strona 7

Badania metalograficzne
Pomiary twardosci

Preparatyka probek TEM strona 8
Analiza SEM w trybie srodowiskowym
Manipulatory MiBot

Obroébka laserowa (laser femtosekundowy) SUCLER
Rekonstrukcja 3D (SEM/Xe-PFIB/Ga-FIB)
Badania powierzchni (AFM)

BADANIA POWIERZCHNI (SEM)

Obrazy wykonane za pomoca skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM) dostarczaja informacji o morfologii lub
topografii probki, przetomu lub zgtadu. Pozwalajg one réwniez na
zaobserwowanie oraz identyfikacje  defektow o  nawet
submikronowych rozmiarach, pomiar wielkosci ziaren, poréw lub
innych detali znajdujacych sie na powierzchni. Wyniki takich analiz
dostarczajg wartosciowych informacji firmom i jednostkom
badawczym z wielu branz, takich jak elektroniczna, chemiczna,
ceramiczna, metalurgiczna i wiele innych.

Wiecej informacji dotyczacych
oferty laboratorium mozna
znalez¢ na stronie www (link).

BADANIA PRZEKROJU (SEM/XE-PFIB/GA-FIB)

Podczas tych badan tworzony jest lokalny przekrdj, ktérego
powierzchnia jest polerowana wigzka jondw. Pozwala to na analize
powierzchni przekroju badanego obiektu technikami mikroskopii
elektronowej oraz jonowej. S3 to badania doskonate do analizy
jakosci spiekow, spoin i wielowarstwowych struktur (np. uktadéw
scalonych czy powtok antyrefleksyjnych).
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ANALIZA SKtADU PIERWIASTKOWEGO EDS

Podczas obrazowania wiagzka elektronowa, atomy preparatu emituja
charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie, ktére jest
unikalne dla kazdego pierwiastka. Zaawansowany detektor EDS
zbiera ten sygnat i przeprowadza analize sktadu pierwiastkowego
punktowo, liniowo lub powierzchniowo. Mozliwe jest utworzenie
mapy, ktéra przedstawia rozmieszczenie zidentyfikowanych
pierwiastkow od 4Be do 95Am w danym obszarze analizowanej
probki.

BADANIA METALOGRAFICZNE

Badania metalograficzne pozwalaja na analize budowy wewnetrznej
materiatdbw metalicznych, kompozytéw, elektroniki, tworzyw
sztucznych i ceramiki za pomoca mikroskopii optycznej oraz
skaningowej mikroskopii elektronowej. Metoda ta pozwala na
zrozumienie i charakteryzacje struktury wewnetrznej materiatéw, co
ma kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach nauki i przemystu.
Celem badan metalograficznych jest zidentyfikowanie, opisanie i
zrozumienie mikrostruktury materiatu.

W toku badan okresla sie budowe materiatu, jej sktadnikéw i ich
rozmieszczenie, jak rowniez ocenie podlegaja jako$¢ i
homogenicznosci materiatu. Badania metalograficzne pozwalaja na
wykrywanie potencjalnych defektéw, wtrgcen, niejednorodnosci czy
mikropeknie¢, ktére mogtyby wptyna¢ na wytrzymatos¢ lub
wtasciwosci uzytkowe danego materiatu.

POMIARY TWARDOSCI

Pomiary twardosci stanowia kluczowe i podstawowe badania
materiatdw, ktére pozwala na okreslenie ich odpornosci na
odksztatcenia plastyczne i zarysowania. Laboratorium wyposazone
jest w twardosciomierz pozwalajacy na wykorzystanie popularnych
metod pomiaru takiej jak metoda Vickersa, Brinella i Rockwella w
szerokim spektrum obciagzen od 0,01kgf do 250 kgf. Pozwala to na
szerokie mozliwosci dopasowania technik pomiaréw do konkretnej
aplikacji oraz twardosci materiatow, co pomaga w prawidtowej
ocenie wtasciwosci mechanicznych i jakoSciowych materiatow.
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PREPARATYKA PROBEK TEM

Oferujemy  tworzenie niezwykle cienkich probek (lameli)
przeznaczonych do badan przy uzyciu transmisyjnej mikroskopii
elektronowej (TEM). Gwarantujemy grubos$¢ préobki ponizej 100 nm
(w zaleznos$ci od materiatu grubos¢ probki moze byé mniejsza niz 20
nm). Lamele s przez nas przygotowywane z obszaru probki
wskazanego przez klienta, polerowane i gotowe do obserwacji TEM.
Technologia Xe-PFIB, ze wzgledu na uzywane jony ksenonu,
umozliwia przygotowanie probek niekompatybilnych z technologia
Ga-FIB, miedzy innymi probek aluminiowych czy zawierajacych gal.

ANALIZA SEM W TRYBIE SRODOWISKOWYM

Obrazowanie SEM w trybie Srodowiskowym ze wzgledu na
kontrolowanga préznie umozliwia badanie preparatéw biologicznych
i innych, ktére w warunkach wysokiej prézni zaczynajg gazowad.
W tym trybie mamy mozliwos$¢ kontroli wilgotnosci i temperatury.
Dzieki temu do komory mikroskopu mozna wprowadzi¢ rézne
materiaty, bez koniecznosci ich suszenia. Moga by¢ to probki
w postaci ptynnej i statej, probki o wysokiej wilgotnosci oraz
wszystkie probki niekompatybilne z wysoka prdznia, np. tkanki
roslinne oraz zwierzece.

MANIPULATORY MIBOT

Manipulatory napedzane piezoelektrycznymi aktuatorami pozwalaja
na testowanie i  przemieszczanie niewielkich  uktaddw
elektronicznych oraz komponentéw z nanometryczng precyzja.
Zestaw dwodch urzadzen MiBot bedac sprzezony ze skaningowym
mikroskopem  elektronowym lub laserowym  mikroskopem
konfokalnym, pozwala na prowadzenie badan oraz testow na
submikronowych elementach. Ponadto w potaczaniu
z zewnetrzna elektronika pomiarowa umozliwia okreslenie opornosci
oraz charakterystyk pradowo-napieciowych urzadzen
mikroelektronicznych czy analize uszkodzen potprzewodnikow.
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OBROBKA LASEROWA (LASER FEMTOSEKUNDOWY)

Nasze stanowisko potrafi cig¢ trudne materiaty, np. ceramike,
diamenty, czy szkto hartowane. Nadaje sie do mikroobrobki oraz
produkcji mikrokomponentéw. Szerokie zastosowanie znajduje
rowniez w obrdbce elementéw optycznych (krysztaty fotoniczne,
Swiattowody, mikrosoczewki) oraz mikrouktadach
elektromechanicznych  (MEMS). Stuzy np. do wytwarzania
mikrootworéw o wyprofilowanych, gtadkich krawedziach, wycinania
elementdw, czy znakowania materiatow.

REKONSTRUKCJA 3D (SEM/XE-PFIB/GA-FIB)

Dzieki naszym zaawansowanym urzadzeniom oraz profesjonalnemu
oprogramowaniu jesteSmy w stanie wykonywacé serie przekrojow
a nastepnie rejestrowac je w skali mikro- i nanometrycznej. Wyniki tego
procesu moga by¢é pdzniej przetworzone w wysokiej jakosci
rekonstrukcje 3D mikrostruktury probki. Umozliwia to weryfikacje
zmian strukturalnych oraz ich analize statystyczng wewnatrz pewnej
objetosci probki.

BADANIA POWIERZCHNI (AFM)

Badania powierzchni za pomoca mikroskopu sit atomowych sa
idealna metoda badania chropowatosci materiatow oraz weryfikacji
poprawnosci procesdw nanoszenia wszelkich warstw na dowolnym
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Wiecej informacji ofertowych na stronie www (link).
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WYPOSAZENIE

MIKROSKOP SEM/GA-FIB FEI HELIOS NANOLAB 600l

Dwuwigzkowy  mikroskop  SEM/Ga-FIB  firmy  FEl taczy  zalety
ultrawysokorozdzielczego  mikroskopu elektronowego i  mikroskopu
jonowego. Moze by¢ zatem stosowany do obrazowania w wysokiej
rozdzielczosci, a takze jako narzedzie do obrobki materiatéw. Energia
skupionej wiazki jondw galu pozwala na selektywne usuwanie i
modyfikowanie materiatu preparatu w nanoskali. Wigze sie to z mozliwoscia
wykonywania przekrojow, rekonstrukcji 3D oraz preparatyki probek TEM, a
takze procesdéw prototypowania w nano- i mikroskali. Detektory dostepne to
ETD, TLD, CBSi EDS.
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MIKROSKOP SEM/XE-PFIB FEI HELIOS G4 PFIB CXE

Helios G4 PFIB CXe to dwuwigzkowy mikroskop z kolumna elektronowg i
kolumna jonowa generujaca wiazke jondw ksenonu. Technologia skupionej
wiazki jonéw plazmy ksenonu (Xe-PFIB) pozwala na nowe, nieosiggalne
innymi metodami badania. W potaczeniu z ultrawysokorozdzielczym
mikroskopem elektronowym oraz szybkim detektorem EDS marki Bruker jest
jedynym w Polsce dostepnym komercyjnie takim systemem analitycznym.
Wyrdznia go miedzy innymi do 50 razy szybsza praca niz w przypadku
technologii galowej (Ga-FIB), brak implantacji jonéw oraz kompatybilno$¢ z
wiekszoscia materiatow - w tym réwniez probek aluminiowych oraz
zawierajacych gal. Detektory dostepne to ETD, TLD, ICE, ICD, EDS.

MIKROSKOP QUANTA 3D 2001 ESEM/GA-FIB

taczy w sobie mikroskop elektronowy bazujacy na katodzie wolframowej oraz
mikroskop jonowy. Jego ogromna zaletg jest mozliwos¢ skorzystania z trzech
trybdw obrazowania: wysokoprézniowego (Hi-Vac), niskoprézniowego (Lo-
Vac) i srodowiskowego (ESEM). W zalezno$ci od rodzaju prébki, zdolnosé
rozdzielcza mikroskopu ocenia sie na ok. 300-500 nm. Tryb niskiej prézni (Lo-
Vac) umozliwia obrazowanie suchych probek nieprzewodzacych bez
jakiejkolwiek uprzedniej preparatyki. Natomiast obrazowanie SEM w trybie
Srodowiskowym ze wzgledu na kontrolowang prdéznie umozliwia badanie
preparatéw biologicznych i innych, ktdére w warunkach prézni zaczynaja
gazowad. Detektory dostepne to ETD, BSE, LFD do Low Vac i GSED dla trybu
ESEM.

Wiecej informacji o wyposazeniu na stronie www (link).
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MIKROSKOP KONFOKALNY OLYMPUS LEXT 3D MEASURING
LASER MICROSCOPE OLS5000-SAF

Pozwala na precyzyjny pomiar ksztattu i chropowatosci powierzchni prébek
na poziomie submikronowym. Dzieki mozliwosci wykonywania doktadnych
pomiardw 3D na szerokim zakresie typow probek, dostarcza on wiarygodnych
danych potrzebnych do zapewnienia jakosci i kontroli proceséw wytwérczych.
Jednoczesnie mikroskop ten umozliwia obrazowanie mikrostruktury
materiatow, co pozwala na podstawowa weryfikacje zgodnosci materiatu ze
stawianymi mu wymaganiami - w tym analizy potencjalnie wystepujacych
defektow takich jak wtracenia niemetaliczne, mikropekniecia, porowatosci
lub inne nieciagtosci materiatu.

STANOWISKO METALOGRAFICZNE

Kompleksowe stanowisko pozwala na przygotowanie zgtadu (prdbki)
materiatu do dalszej analizy. Dysponujemy mozliwoscig obrazowania przy
zastosowaniu technik laserowej mikroskopii konfokalnej, mikroskopii
optycznej, skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz
mikroskopii sit atomowych. Techniki te pozwalaja na ocene jakosci
powierzchni elementéw oraz morfologii mikrostruktury w petnym spektrum
skali: od nano do makro.

TWARDOSCIOMIERZ NEMESIS 51000G2/A

W petni zautomatyzowany twardos$ciomierz NEMESIS 51000G2/A umozliwia
przeprowadzenie pomiaréw z wykorzystaniem metod Brinella, Vickersa oraz
Rockwella w zakresie obcigzen 0,010kgf - 250kgf. To istotne narzedzie przy
ocenie wytrzymatosci i wtasciwosci mechanicznych materiatow.

STANOWISKO LASEROWE

Unikatowe stanowisko laserowe
zbudowane przez nasz zespét z
niezaleznych elementdw sktada sie
z lasera  femtosekundowego,
piecioosiowej gtowicy oraz

ruchomego stotu zwiekszajagcego mozliwosci produkcyjne wykonywania
bardzo skomplikowanych geometrii. Jego przewaga jest rowniez
zminimalizowanie oddziatywan cieplnych w materiale, pozwalajac na bardzo
precyzyjna i czysta prace, bez koniecznosci dalszej obrébki. Nadaje sie do
mikroobrébki,  produkcji  mikrokomponentéw, obrébki  elementéw
optycznych (krysztaty fotoniczne, Swiattowody, mikrosoczewki), MEMS.

Wiecej informacji o wyposazeniu na stronie www (link).
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BRANZE

Nasza oferta obejmuje réznorodne aplikacje

i metody badawcze, ktére Swietnie spetniaja
potrzeby zwigzane z doskonaleniem jakosci
oraz badaniami R&D w przemysle. Prywatne
laboratorium to roéwniez tatwy dostep dla
naukowcdw do  nowoczesnego  sprzetu
badawczego. Naszymi ustugami wspieramy
rowniez start-upy w rozwoju innowacyjnej
technologii, ktéra wymaga nano- i mikro-
produkcji czy badan materiatowych.

ELEKTRONIKA & AEROSPACE &
FOTONIKA AUTOMOTIVE
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CERN

Silesian
University
of Technology

CENTER OF INNOVATION

SAULE

TECHNOLOGIES

cicor

@ JI\GIEI.I.UN'AN :‘:f;é]{{]}\lézg\\l\].-“N UNIVERSITY

1l

Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny
w Szczecinie

XADDON

‘g? Wroclaw University
of Science and Technology

X13L
IABSOFI

[[FJ S\ OPTICS
nano analytik unipress BALZERS

-- o« 5 . o7
pik@'_;_?:'w'sz % Collins Aerospace o CﬂlYXIa l;i?,nanone-r

i wiele wiecej

KONTAKT

Prosimy o kontakt ze wstepnym opisem potrzeb

(+48) 698 634 963

badawczych lub rozwojowych, aby otrzymac

rekomendacje ustug od eksperta R&D. Ia b@na noreS.pl

@ www.lab.nanores.pl

@ Nanores sp. z 0.0. sp.k.
Bierutowska 57/59
51-317 Wroctaw, Polska

‘ NIP; 8982212066
REGON: 361709380
KRS: 0000561342
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